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(3) Integrierte Schaltung mit einer Datenverarbeitungseinheit und einem Zwischenspeicher 

@ Die Erfindung betrifft eine integrierte Schaltung mit ei- 
ner Datenverarbeitungseinheit (8), einem Zwischenspei- 
cher (3) und einem Einstellungsspeicher (1). Der Zwi- 
schenspeicher (3) nimmt die Funktion von Registern (5, 6, 
7) zum Speichern von Daten fur die Verarbeitungseinheit 
(8) wahr. Der Zwischenspeicher (3) ist mit dem Einstel- 
lungsspeicher (1) verbunden, wobei der Einstellungsspei- 
cher (1) iiber den Zwischenspeicher (3) beschreibbar ist. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft eine integrierte Schaltung 
mit einer Datenverarbeitungseinheit und einem Zwischen- 
speicher. 

[0002] Das Testen einer integrierten Schaltung wird her- 
kommlicherweise durchgefuhrt, indem die integrierte Schal- 
tung von einem Tester mit Testdaten versorgt wird. Die in 
Abhangigkeit von den angelegten Testdaten erhaltenen Aus- 
gangs werte werden an den Tester zuruckubertragen und dort 
iibcrpruft. Stcilt dcr Tester fest, dass cin zuruckiibcrtragcncr 
Wert nicht einem Sollwert entspricht, wird ein Fehler er- 
kannt. 

[0003] Fur die Reparatur von Fehlern in integrierten 
Schaltungen sind haufig Einstellungsspeicher vorgesehen, 
die nach Abschluss eines Testes beschrieben werden, um 
z. B. defekte Schaitungsbereiche abzuschalten und durch 
zusatziich auf der integrierten Schaltung vorgesehene, red- 
undante Schaltungselemente zu ersetzen. Dies erfolgt da- 
durch, in dem sog. Fuses verwendet werden, die Schalter 
darstellen, die anfanglich geschlossen bzw. geoffnet sind 
und dann je nach vorzunehmender Einstellung mit Hilfe ei- 
ner geeigneten Programmierschaltung geoffnet bzw. ge- 
schlossen werden. 

[0004] Hcrkommlichcrwcisc wird die Bcrcchnung dcr 
notwendigen Einstellungen in einem externen Tester durch- 
gefiihrt. Diese Vorgehensweise ist insbesondere aufgrund 
der Datenubertragung vom und zum Tester sehr zeitintensiv. 
Will man die vorzunehmenden Einstellungen in der geteste- 
ten integrierten Schaltung ermitteln, so ist es notwendig, 
eine integrierte Verarbeitungsschaltung einschliefilich Regi- 
sterspeicher vorzusehen, in denen die Einstellungen berech- 
net werden. Bei Speicherbausteinen miisste diese Verarbei- 
tungs schaltung die vorzunehmenden Einstellungen durch 
eine Redundanzkalkulation optimieren, wobei dann durch 
die Einstellungen Ersatzelemente fur Fehleradressen in ei- 
nem Speicherfeld aktiviert werden. Die Redundanzkalkula- 
tion in der Verarbeitungseinheit wird iiblicherweise mit ei- 
nem itcrativen Vcrfahrcn durchgefiihrt. Das Ermitteln cnt- 
sprechender Einstellungen in der zu testenden Schaltung hat 
den Nachteil, dass ein erheblicher zusatzlicher Schaltungs- 
aufwand fur die Verarbeitungsschaltung, die die Redun- 
danzkalkulation durchfuhrt, notwendig ware. 
[0005] Es ist daher Aufgabe dieser Erfindung, eine inte- 
grierte Schaltung vorzusehen, mit der die individuellen Ein- 
stellungen fur den Einstellungsspeicher ermittelt werden 
konnen, wobei der notwendige Schaltungsaufwand mini- 
miert wird. 

[0006] Diese Aufgabe wird durch die integrierte Schal- 
tung nach Anspruch 1 gelost. Weitere vorteilhafte Ausfiih- 
rungsformen sind in den abhangigen Anspruche angegeben. 
[0007] Erfindungs gemaB ist eine integrierte Schaltung mit 
cincr Datenverarbeitungseinheit, cincm, Zwischcnspcichcr 
und einem Einstellungsspeicher vorgesehen. Der Zwischen- 
speicher enthalt Register fur die Datenverarbeitungseinheit. 
Der Zwischenspeicher ist mit dem Einstellungsspeicher ver- 
bunden, wobei der Einstellungsspeicher iiber den Zwischen- 
speicher beschreibbar und/oder lesbar ist. 
[0008] Diese Erfindung hat. den Vorteil, dass eine Redun- 
danzkalkulation zum Bestirnmen der Einstellungswerte fur 
den Einstellungsspeicher in der integrierten Schaltung, die 
getestet wird, vorgenommen werden kann. Die dazu not- 
wendige Schaltung, die eine Datenverarbeitungseinheit, ei- 
nen Zwischenspeicher und einen Einstellungsspeicher auf- 
weist, um die notwendigen Berechnungen durchzufuhren, 
hatte aufgrund des Schaltungsauf wands fur den Register- 
speicher einen nicht zu vernachlassigbaren Rachenbedarf in 
der integrierten Schaltung. Indem erfindungsgemaS vorge- 
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sehen ist, die ohnehin in der integrierten Schaltung zum Be- 
schreiben der Einstellungsspeicher zur Verfugung stehenden 
Zwischenspeicher auch als Register fur eine Datenverarbei- 
tungseinheit zu verwenden, kann der zusatzliche Flachenbe- 
5 darf minimiert werden. Es ist lediglich ein zusatzlicher 
Schaltungsaufwand fur die Verarbeitungseinheit nbtig, nicht 
jedoch fur die Registerspeicher. 

[0009] In einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform 
ist vorgesehen, dass die integrierte Schaltung Schaitungsele- 

10 mente zum Ersatz von defekten Schaltungsbereichen auf- 
wcist, wobei die Schaltungselemente durch den Einstel- 
lungsspeicher aktivierbar sind. Vorzugsweise sind die 
Schaltungselemente Speicherelemente, die defekte Spei- 
cherbereiche eines Speichers ersetzen. Es ist dabei beson- 

15 ders vorteilhaft, das Ermitteln der Einstellungen in der zu te- 
stenden integrierten Schaltung vorzunehmen, da insbeson- 
dere die optimale Nutzung der zur Verfugung stehenden 
Schaltungselemente, die die defekten Speicherbereiche er- 
setzen sollen, nur mit einigem Rechenaufwand zu berechnen 

20 ist. Oblicherweise werden die dazu notw r endigen Einstellun- 
gen iterativ ermittelt, d. h. in einem rechenintensiven Nahe- 
rungsverfahren. Mit der erfindungsgemal3en Vorrichtung 
konnen die dazu notwendigen Rechenoperationen parallel in 
der jeweiligen integrierten Schaltung durchgefiihrt werden, 

25 wodurch Rcchcnkapazitat in cincm Tester cingespart wer- 
den kann. 

[0010] GemaB einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungs- 
form ist vorgesehen, dass die Verarbeitungseinheit eine 
Arithmetik-Lpgik-Einheit (ALU) aufweist. Eine solche 

30 Arithmetik-Logik-Einheit ist iiblicherweise aufgebaut, so 
dass codierte Anweisungen in einem Programmspeicher auf 
die Inhalte von einem oder mehreren Registem angewandt 
werden. Ferner ist vorgesehen, dass der Zwischenspeicher 
der integrierten Schaltung in mehrere Register unterteilt ist, 

35 wobei mindestens ein Register fur die zu verarbeitenden Da- 
ten und ein weiteres Register fur codierte Anweisungen fur 
die ALU vorgesehen ist. Dabei weist die integrierte Schal- 
tung vorzugsweise zwei Daten-Register fur die zu verarbei- 
tenden Datcn auf. Eine solche Konfiguration ist vortcilhaft, 

40 damit ein Prograrnrnregister fur die codierten Anweisungen 
und zwei Daten-Register vorgesehen sind, mit deren Inhal- 
ten arithmetische oder logische Operationen entsprechena* 
den Anweisungen ausgefuhrt werden konnen. Das Ergebnis 
wird in eines der Daten-Register zuruckgeschrieben. Da 

45 iiber die Arithmetik-Logik-Einheit die Daten in die Regi- 
sterzellen geschrieben werden konnen, ist es moglich, dass 
die ALU die ermittelten Einstellungen direkt an die betref- 
fende Position des Zwischenspeichers fiir den Einstellungs- 
speicher sc hreibt. Auf diese Weise kann in erheblichem 

50 MaBe Zeit eingespart werden, da das Obertragen von ermit- 
telten Daten von der integrierten Schaltung zum Tester und/ 
oder umgekehrt entfailt. 

[0011] Die Erfindung wird anhand dcr beigefugten Zcich- 
nung naher erlautert. Es zeigt: 

55 [0012] Fig. 1 ein Blockschaltbild einer integrierten Schal- 
tung gemaB einer Ausfuhrungsform der Erfindung. 
[0013] Fig. 1 zeigt schematisch ein Blockschaltbild einer 
integrierten Schaltung gemaB einer bevorzugten Ausfuh- 
rungsform der Erfindung. In einer integrierten Schaltung 

60 (nicht gezeigi) befindet sich ein Einstellungsspeicher 1 mit 
Einstellungsspeicherzellen 2. Der Einstellungsspeicher 1 
dient dazu redundante Schaitungsbereiche, insbesondere 
redundante Speicherbereiche, zu aktivieren, um dadurch de- 
fekte Bereiche eines (nicht gezeigten) Speicherarrays zu er- 

65 setzen. Der Einstellungsspeicher 1 steht mit einem Latch 3 
mit Latchzellen 4 in Verbindung, so dass jede Einstellung s- 
speicherzelle 2 eine Latchzelle 4 zugeordnet ist. Das Latch 3 
ist in einen ersten Latchbereich S, einen zweiten Latchbe- 
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reich 6 und einen dritten Latchbereich 7 unterteilt, wobei die 
Latchzellen 4 in jedern der Latchbereiche 5, 6, 7 als Schie- 
beregister verschaltet sind, d. h. der Ausgang einer Latch- 
zelle ist mit dern Eingang einer nachsten Latchzelle 4 ver- 
bunden. Vorzugsweise weist der erste 5 und der zweite 
Latchbereich 6 jeweiis die gleiche Anzahl von Latchzellen 4 
auf. Es kann jedoch auch vorgesehen sein, dass die Anzahl 
der Latchzellen 4 in dem ersten Latchbereich 5 und dem 
zweiten Latchbereich 6 unterschiedlich sind. 
[0014] Die jeweiis erste bzw. letzte Latchzelle der Latch- 
zellen 4 der drci Latchbereiche 5, 6, 7 sind mit den Bczugs- 
zeichen 41, 43, 45 bzw. 42, 44, 46 versehen. Der Ausgang 
der letzten Latchzelle 42 des ersten Latchbereiches 5 ist uber 
einen Schalter SI schaltbar rnit dem Eingang der ersten 
Latchzelle 43 des zweiten Latchbereiches 6 verbunden, so 
dass bei geschlossenem Schalter ein Schieberegister gebil- 
det wird, das den ersten und zweiten Latchbereich umfasst. 
Ebenso ist der Ausgang der letzten Latchzelle 44 des zwei- 
ten Latchbereiches 6 iiber einen Schalter S2 schaltbar mit ei~ 
nem Eingang der ersten Latchzelle 45 des dritten Latchbe- 
reiches 7 verbunden, so dass bei geschlossenem Schalter S2 
ein Schieberegister uber den zweiten 6 und dem dritten 
Latchbereich 7 gebildet wird. Sind beide Schalter SI und S2 
geschlossen, bilden aile Latchzellen 4 gemeinsam ein Schie- 
beregister. 

[0015] Die Ausgange der letzten Latchzellen 42, 44 des 
ersten Latchbereiches 5 und des zweiten Latchbereiches 6 
sind jeweiis mit einer Verarbeitungseinheit 8 verbunden, so 
dass die Daten in den Latchbereichen 5, 6, 7 seriell gelesen 
werden konnen. Hin Ausgang der Verarbeitungseinheit 8 ist 
mit einem Eingang der ersten Latchzelle 41 des ersten Be- 
reiches 5 verbunden. Der Ausgang der letzten Latchzelle 46 
des dritten Latchbereiches 7 ist einerseits mit einem Ein- 
gang der Verarbeitungseinheit 8 und andererseits Uber einen 
Schalter S3 schaltbar mit dem Eingang der ersten Latchzelle 
45 des dritten Latchbereiches 7 verbunden. Die Schalter SI, 
S2 und S3 werden uber die Verarbeitungseinheit 8 gesteuert. 
Am Eingang der ersten Latchzelle 41 des ersten Bereiches 5 
ist wcitcrhin cin cxtcrncr Tester angcschlosscn (nicht gc- 
zeigt), iiber den die Latchzellen geschrieben oder ausgelesen 
werden konnen. 

[0016] Urn aus Fehlerdaten, d. h. fehlerhaften Ausgangs- 
daten bei Anliegen eines bestimmten Testmusters, wie z. B. 
Adressen defekter Speicherzellen, Einsteliungsdaten fur den 
Einstellungsspeicher 1 zu generieren, mussen die Fehlerda- 
ten gewohnlich in einem Algorithmus verarbeitet werden. 
Das Ergebnis des Algorithmus sind dann Einsteliungsdaten, 
die in den Einstellungsspeicher 1 gespeichert werden. Bei 
herkommlichen Testsysternen wird diese Berechnung in ei- 
nem externen Tester (nicht gezeigt) durchgefuhrt, d. h. die 
Fehlerdaten werden an den externen Tester ubertragen, dort 
die Berechnung durchgefuhrt und anschlieBend die Einstel- 
iungsdaten in die intcgricrtc Schaltung zum Spcichcrn in 
den Einstellungsspeicher 1 zuruckiibertragen. 
[0017] Im vorliegenden Ausfuhrungsbeispiel wird die in- 
tegrierte Schaltung in einem Speicherbaustein vorgesehen. 
Der Einstellungsspeicher 1 erhalt dann nach dem Beschrei- 
ben Einsteiiungswerte, wodurch Redundanzspeicherberei- 
che freigeschaltet werden, die defekte Speicherzellen in ei- 
nem Hauptzellenfeld ersetzen. Da durch den Einstellungs- 
speicher sowohl Wort- und Bit-Leitungen als auch einzelne 
Zellen ersetzt werden konnen, ist es sinnvoll in einem Algo- 
rithmus defekte Zellen, soweit inoglieh, zu Wort- oder Bil- 
leitungen zusammenzufassen, die dann mit einer dafiir vor- 
gesehenen redundanten Wort- oder Bitieitung ersetzt wer- 
den. 

[0018] Mit der erfindungs gemaB en integrierten Schaltung 
ist es moglich, diese Berechnung in dem Speicherbaustein 
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durchzufuhren. Dadurch, dass man die Latchzellen 4 fur die 
Einstellungsspeicherzellen 2 als Register fur die Verarbei- 
tungseinheit 8 verwendet, kann in erheblichem MaBe Flache 
auf dem Speicherbaustein eingespart werden. 
5 [0019] Eine Redundanzberechnung wird durchgefuhrt, in- 
dem zunachst vom Tester (nicht gezeigt) die ennittelten 
Fehlerdaten und die Verarbeitungsanweisungen zur Verfu- 
gung gestellt werden, die dann seriell in das als Schieberegi- 
ster ausgebildete Latch 3 geschrieben werden, so dass sich 

10 Fehlerdaten in dem ersten Latchbereich 5 und dem zweiten 
Latchbereich 6 und Anwcisungsdatcn in dem dritten Latch- 
bereich 7 befinden. Urn diese Daten in das Latch 3 hineinzu- 
schreiben, mussen die Schalter SI und S2 geschlossen sein, 
so dass das gesamte Latch 3 ein einheitliches Schieberegi- 

15 ster bildet. Das Latch 3 kann jedoch auch mit Daten be- 
schrieben werden, die in der integrierten Schaltung erzeugt 
werden oder dort gespeichert sind. So konnen z. B. die 
Latchbereiche 5, 6 mit Daten aus einem vSoll-Ist-Vergleich, 
der in der integrierten Schaltung stattfindet, und der Latch- 

20 bereich 7 mit Programmdaten aus einem ROM-Speicher be- 
schrieben werden. 

[0020] Befinden sich die verges ehenen Daten im Latch 3, 
beginnt die Verarbeitungseinheit 8 damit, die Anweisung im 
dritten Latchbereich 7 auszufuhren. Dazu werden die Schal- 

25 tcr S 1 und S2 geoffnet und Schalter S3, jc nach dem, ob cine 
zyklischeBearbeitung notwendig ist, geschlossen. Nun wird 
der Inhalt der letzten Latchzelle 46 des dritten Bereiches 7 
durch ein Verse hieben nach rechts in die Verarbeitungsein- 
heit 8 ausgelesen. Der Inhalt der letzten Latchzelle 46 wird 

30 dabei in die erste Latchzelle 45 des dritten Latchbereiches 7 
wieder hineingeschrieben, wenn der Schalter S3 geschlos- 
sen ist. . • 
[0021] GemaB der empfangenen Anweisung liest die Ver- 
arbeitungseinheit 8 den Inhalt der letzten Latchzelle 42 des 

35 ersten Latchbereiches 5 und/oder der Inhalt der letzten 
Latchzelle 44 des zweiten Latchbereiches 6 ein und ver- 
kniipft diese Inhalte gemaB der empfangenen Anweisungen. 
Das Ergebnis wird in die erste Latchzelle 41 des ersten 
Latchbereiches 5 geschrieben, und allc Positioncn der 

40 Latchzellen 4 nach rechts verse hoben, wobei der Inhalt der 
letzten Latchzelle 42 des ersten Latchbereiches in die Verar- 
beitungseinheit 8 eingelesen wird. 

[0022] Dieser Verarbeitungszyklus wird in einer vorgege- 
benen Anzahl wiederholt und dabei nacheinander durch ein 

45 Nach-Rechts-Verschieben der Latchzellen des ersten Berei- 
ches 5 und/oder der Latchzellen 4 des zweiten Latchberei- 
ches 6 alle Latchzellen des ersten Latchbereiches 5 und des 
zweiten Latchbereiches 6 gemaB der empfangenen Anwei- 
sung in der Verarbeitungseinheit 8 verarbeitet. Mit dem 

50 Auslesen der Inhalte der Latchzellen 4 des ersten Latchbe- 
reiches 5 wird gleichzeitig an dem Eingang der ersten Latch- 
zelle 41 des ersten Latchbereiches 5 das jeweilige Ergebnis 
der Vcrarbcitung in den ersten Latchbereich 5 geschrieben. 
[0023] Nach Ablauf der bestimmten Anzahl von Zyklen 

55 ist die Anweisung bearbeitet und die nachste Anweisung 
wird aus der letzten Latchzelle 46 des dritten Latchbereiches 
7 in die Verarbeitungseinheit durch ein Nach-Rechts-Ver- 
schieben eingelesen. Don wird, wie zuvor beschrieben, der 
Inhalt der Latchzellen 4 des ersten Latchbereiches 5 und/ 

60 oder der Inhalt der Latchzellen des zweiten Latchbereiches 
6 gemaB der Anweisung verarbeitet und das Ergebnis je- 
weiis in die erste Latchzelle 41 des ersten Latchbereiches 5 
hineingeschrieben. Auslesen und Hineinschreiben in den 
Latchbereich 5 und den zweiten Latchbereich 6 erfolgt 

65 durch ein Nach-Rechts-Verschieben der Inhalte. 

[0024] Die Verarbeitungseinheit 8 kann ebenfalls iiber ein 
Steuern des Schalters SI vorsehen, die Inhalte des ersten 
Latchbereiches 5 in den zweiten Latchbereich 6 durch ein 
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Nach-Rechts-Verschieben zu iibertragen. Analog ist es auch 
moglich, Inhalte des zweiten Latchbereiches 6 iiber die Ver- 
arbeitungseinheit 8 - gesteuert durch im dritten Latchbe- 
reich 7 gespeicherten Anweisungen - in den ersten Latchbe- 
reich 5 zu iibertragen. Weiterhin ist es moglich, durch 5 
SchlieBen des Schalters S2 und OrTnen des Sch alters S3 den 
Inn alt des zweiten Latchbereiches 6 in den dritten Latchbe- 
reich 7 zu iibertragen. Dadurch kann auch ein Ergebnis einer 
zuvor erfbigten Operation in den dritten Latchbereich 7, den 
Anweisungsspeicher, geladen werden, wodurch komplexe, 10 
vom Ergebnis vorhcrigcr Opcrationcn abhangigc Pro- 
grammablaufe durchgefuhrt werden konnen. 
[0025] Es kann weiterhin vorgesehen sein, dass die erfin- 
dungsgernaSe integrierte Schaltung nur ein Teil der zur Ver- 
fugung stehenden Latchzellen 4 als Registerzellen verwen- 15 
det. Z. B. kdnnte der Ausgang der letzten Latchzelle 46 des 
dritten Bereiches 7 iiber einen weiteren Schalter (nicht ge- 
zeigt) mit weiteren Latchzellen 4, die jeweiligen Einstel- 
lungsspeicherzellen 2 zugeordnet sind, verbunden sein. Da- 
durch ware es moglich, dass bereits ermittelte Einstellungs- 20 
werte fur den Einstellungsspeicher 1 in die betreffenden 
Latchzellen 4 abgelegt werden, ohne diese zuvor zur Zwi- 
schenspeicher o. a. an den externen Tester iibertragen zu 
miissen. 

[0026] Sclbstvcrstahdlich konnen die Latchzellen 4 auch 25 
in rnehr als drei Bereiche unterteilt werden. Dadurch ist es 
moglich, in der Verarbeitungseinheit 8 auch komplexere 
Opera tionen mit mehr als zwei Registem vorzunehmen. 
[0027] Durch das SchlieBen des Schalters S3 wird der 
Programmspeicher im dritten Latchbereich 7 riickgekoppelt, 30 
so dass eine vorgegebene Anweisungsfoige wiederholt aus- 
gefiihrt werden kann. Dies eignet sich bevorzugt fur das 
Durchfuhren von iterativen Berechnungsverfahren, die ins- 
besondere bei der Optimierung von Einstellungs werten aus 
Fehlerdaten vorgenommen werden miissen. Es ist dadurch 35 
moglich, erhebliche Rechenzeit einzusparen, da wahrend ei- 
nes Testlaufes die integrierten Bausteine parallel Rechen- 
operationen durchfuhren konnen, die nach herkornmlichem 
Vcrfahrcn im Tester stattgefunden hattcn. 
[0028] Die GrdGe der Latchbereiche 5, 6, 7 kann willkur- 40 
lich gewahlt werden. Es ist jedoch sinnvoll, den ersten und 
zweiten Latchbereich 5, 6 in der GroBe einer Speicherad- 
resse vorzusehen, um Adressen defekter Speicherzellen ver- 
arbeiten zu konnen und den dritten Latchbereich 7 in einer 
ausreichenden GroBe fur die Operationen fiir die Verarbei- 45 
tungseinheit 8 vorzusehen. 

[0029] Die in der vorstehenden Beschreibung, der Zeich- 
nung und den Anspriichen offenbarten Merkmale der Erfin- 
dung konnen sowohl einzeln als auch in beliebiger Kombi- 
nation fur die Verwirklichung der Erfindung in ihren ver- 50 
schiedenen Ausgestaltungen von Bedeutung sein. 

Bczugszcichcnlistc 

1 Einstellungsspeicher 55 

2 Einstellungsspeicherzelle 

3 Latch 

4 Latchzellen 

5 1 . Latchbereich 

6 2. Latchbereich 60 

7 3. Latchbereich 

•8 Verarbeitungseinheit 
41^46 Latchzellen 
S1,S2,S3 Schalter 

65 

Patentanspruche 
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einheit (8), einem Zwischenspeicher (3), der Register 
(5, 6, 7) zum Speichem von Daten fiir die Datenverar- 
beitungseinheit (8) enthalt, und einem Einstellungs- 
speicher (1) dadurch gekennzeichnet, dass der Zwi- 
schenspeicher (3) mit dem Einstellungsspeicher (1) 
verbunden ist, wobei der Einstellungsspeicher (1) iiber 
den Zwischenspeicher (3) beschreibbar und/oder lesbar 
ist. 

2. Integrierte Schaltung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass der Einstellungsspeicher (1) dazu 
dicnt, Schaltungsclcmcntc zu aktivicrcn. 

3. Integrierte Schaltung nach Anspruch 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die zu aktivierenden Schaltungsele- 
mente Speicherelemente sind, die Speicherbereiche ei- 
nes Speichers ersetzen. 

4. Integrierte Schaltung nach einem der Anspruche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Verarbeitungs- 
einheit (8) eine Arithmetik-Logik-Einhek umfasst. 

5. Integrierte Schaltung nach einem der Anspruche 1 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass ein Register (5, 6) 
des Zwischenspeichers (3) fur zu verarbeitende Daten 
und ein weiteres Register (7) des Zwischenspeichers 
(3) fiir kodierte Anweisungen fur die Arithmetik-Lo- 
gik-Einheit vorgesehen ist. 

6. Integrierte Schaltung nach Anspruch 5, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die integrierte Schaltung zwei Zwi- 
schenspeicher (3) aufweist, die zu verarbeitende Daten 
enthalten. 

7. Integrierte Schaltung nach einem der vorhergehen- 
den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass der Zwi- 
schenspeicher (3) als ein Latch ausgebildet ist. 

8. Integrierte Schaltung nach einem der vorhergehen- 
den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass der Zwi- 
schenspeicher (3) ein Schieberegister aufweist. 

9. Integrierte Schaltung nach Anspruch 8, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass das Schieberegister mindestens ei- 
nen Schalter (SI, S2) aufweist, um das Schieberegister 
in Register (5, 6, 7) fiir die Verarbeitungseinheit (8) zu 
untcrtciicn. . 

10. Integrierte Schaltung nach einem der vorhergehen- 
den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die Re- 
gister (5, 6, 7) jeweils seriell durch die Verarbeitungs- 
einheit (8) beschreibbar und auslesbar sind. 

• 11 . Integrierte Schaltung nach einem der vorhergehen- 
den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ein- 
stellungsspeicher (1) elektrische Fuses enthalt. 
12. Verwendung der integrierten Schaltung nach ei- 
nem der vorhergehenden AnsprOche zum Ermitteln 
von Einstellungsdaten fiir den Einstellungsspeicher aus 
in einem Register gespeicherten Adressdaten von als 
fehlerhaft erkannten Speicherbereichen eines Spei- 
chers abhangig von in einem Register gespeicherten 
Anwcisungsdatcn. 
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Abstract 

An integrated circuit includes a data processing unit, a buffer memory, and a setting memory. The buffer 
memory performs the function of registers for storing data for the processing unit. The buffer memory is 
connected to the setting memory. The setting memory can be written to through the buffer memory 
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